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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
EXIGENCES D'ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

1) La Cpmmission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de neormalisation
compgsée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl/|La CEIl a
pour pbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation|dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes
interngtionales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accedsibles au
public| (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des
comitgs d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet trajté peut partigiper. Les
organ|sations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatjon (1SO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les dg¢cisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techhiques représentent, dans |a mesure
du popsible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné, que les Comités nationaux de la CEl
intéregsés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Ppblications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sonft agréées
commeg telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efferts/raisonnables sont entrepris afin que la CEl
s'assyre de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éyentuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans |e but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dars toute la
mesuille possible, a appliquer de fagon transparente.‘tes Publications de la CEIl dans leurs pyblications
nationfales et régionales. Toutes divergences entre.'toutes Publications de la CEIl et toutes pyblications
nationfales ou régionales correspondantes doivent.&tre indiquées en termes clairs dans ces dernieres.

5) La CEl n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engag¢ pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils’sont en possession de la derniére édition de cette publicaltion.

7) Aucurle responsabilité ne doit étre\imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses expert$ particuliers et les membres de ses comités d'études et deg Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de fout autre
dommfage de quelque nature.quie ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y comprig les frais
de judtice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la €EI ou de
toute putre Publication de [a”CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attemtion est attirée \sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pyblications
référepcées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attemtion est,attiree sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peyvent faire
I'objetl de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenjce.

Al

La Nornmre-imtermatiomate CEH62197-+=aetestablie par tesous=comite 48B—Conmecteurs, du
Comité d'Etudes 48 de la CEIl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour
eéquipements électroniques.

La présente norme doit étre utilisée conjointement avec la CElI 61076-1:2006.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1622/FDIS 48B/1672/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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1)

Internatjopalk-Standard IEC 62197-1 has been prepared by subcommittee 48B: Conne
IEC techhical committee 48: Electromechanical components and mechanical struct

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT-
QUALITY ASSESSMENT REQUIREMENTS -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

The Injternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardizatiop c
all ndtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is\to
internptional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and ele€tronic
this ehd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical, Speg
Technlical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to
Publidation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee
in thg subject dealt with may participate in this preparatory work. International,{_governmental
goverpmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation\IEC collaborat

pmprising
promote
fields. To
ifications,
as “IEC
nterested
and non-
bs closely

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with/conditions detefmined by

agreefnent between the two organizations.

The fqrmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as.nearly as possible, an int
consehsus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representatiof
interegted IEC National Committees.

ublications have the form of recommendations for internatienal use and are accepted by IEQ
ittees in that sense. While all reasonable efforts are made,to ensure that the technical conts
tions is accurate, IEC cannot be held responsible for{the way in which they are used (g
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC Natiopal* Committees undertake to apply IEC Py
transgarently to the maximum extent possible in theif~national and regional publications. Any d
betwegn any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly in
the lafter.

IEC provides no marking procedure to indicaté its approval and cannot be rendered responsibl
equipment declared to be in conformity with-an IEC Publication.

All us¢rs should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liapility shall attach to IEC or its\directors, employees, servants or agents including individual eX

Attentjon is drawn to the_Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
indispensable for the correct application of this publication.

Attentjon is drawn{io the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the
paten{ rights. lEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Ernational
from all

National
nt of IEC
r for any

blications
vergence
dicated in

e for any
perts and
amage or

ees) and
bther |[EC

cations is

subject of

ctors, of

ires for

electronic equipment.

This standard shall be used in conjunction with IEC 61076-1:2006.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1622/FDIS 48B/1672/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INTRODUCTION

Ces travaux sont destinés a mettre a jour les procédures d'assurance de la qualité des
spécifications pour connecteurs afin de prendre en compte les processus industriels
correspondant a I'état de I'art actuel.

A I'heure actuelle, toutes les spécifications particulieres pour connecteurs du ressort du sous-
comité 48B de la CEl sont construites comme indiqué a la Figure 1 avec 5 chapitres
principaux.

Les procédures dépassées les plus importantes sont celles qui concernent les essais lot par
lot avec—différents niveaux de contrdle et un niveau d‘nrnnp’rn’rinn de la qnnli’ré et les essais

périodiques avec un nombre autorisé de défauts.

Il a été|considéré comme nécessaire d'introduire I'agrément de savoir-faire et l'agrément de
technolgpgie avec les parameétres de conception de base de la maitrise ‘statistique des
processIJs comme systéme de retour d'informations pour avoir un contréle continu de la
qualité au cours des différentes étapes de la fabrication.

Il est édalement apparu approprié de faire éclater I'actuelle structure des documents pn deux
structurgs séparées de documents qui, dans l'utilisation au“quotidien des spécifications,
satisfonf la plupart des utilisateurs, voir la Figure 2.

Le syst¢me de documents sera divisé en deux parties:

¢ Desl|exigences de produit

» Des|exigences d'assurance de la qualité

La struqture concernant la spécification de-produit contient les exigences de caractéristiques,
de dimensions, de performances et les programmes d'essais.

La strugture concernant les spécifications d'assurance de la qualité contient les exigences
pour obtenir I'hnomologation (QA)-pour un niveau de performance donné (par cptégorie
d'environnement), I'agrément de-savoir-faire (CA) par famille de connecteurs ou I'agrément de
technolgpgie (TA) qui comprend toutes les technologies entrant dans la productjon des
connecteurs.

L'agrément de savairsfaire ou I'agrément de technologie combiné aux paramétres de maitrise
statistique des processus sont destinés a remplacer les essais lot par lot et périodiques.

Pour homologuer complétement un produit, l'utilisateur doit choisir une combinaison des deux
us, les

Une spécification générique de produit avec la structure a 4 niveaux comprend une
spécification générique, une spécification intermédiaire, une spécification particuliere cadre et
une spécification particuliere.

On peut en conclure que deux spécifications génériques sont diffusées, une pour les aspects
de produit et I'autre pour les aspects de qualité.

Les spécifications intermédiaires seront présentées au niveau du produit par famille de
connecteurs par exemple connecteurs pour cartes imprimées, connecteurs circulaires,
connecteurs rectangulaires, etc.
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INTRODUCTION

The objective of this work is to update the quality assessment procedures of the connector
specifications to the current state of the art industrial procedures.

At the time of publication, all the connector detail specifications dealt with by subcommittee

48B of t

he IEC were built as described in Figure 1 with 5 major chapters.

The most significant out of date procedures relate to the lot-by-lot tests with different
inspection levels and acceptance quality level and to the periodic tests with permitted number
of defectives.

It was fglt necessary to introduce the capability and the technology approval together
basic dpsign parameters of statistical process control as a feed back systemyto

continu

It was
structur

Figure 3.

The dodg
*  Prog
* Qua
The strd

requirer]

The str
Qualific
Capabil
relevant

Capabil
parame

To fully

user, k¢eping in_mind that in the statistical process control, key characteristics

agreed

us control of the quality during the various steps of manufacture.

blso felt appropriate to split the current documentation structure) into two 9
s of documents which, in the day to day use of specifications($satisfy most us

umentation system will be split into two parts:

uct requirements

lity assessment requirements

cture for the Product Specification contains.characteristics, dimensions, perfg
hents and test schedules.

icture for the quality assessmentcspecification contains the requirements t
btion Approval (QA) for a given performance level (per environment ca
ty Approval (CA) per family of'‘connectors or Technology Approval (TA) compt
technologies for connectof\production.

ty Approval or Technology Approval combined with statistical process
ers are intending toreplace lot-by-lot and periodic tests.

certify a produet, a combination of the two structures will have to be selecte

between-mfanufacturer and user.

A gener

blank de¢tail’and a detail specification.

icproduct specification with a 4 level structure consists of a generic, a sec

with the
have a

eparate
ers, see

rmance

b obtain

tegory),
ising all

control

i by the
thall be

ional, a

From this, it can be concluded that two generic specifications are being circulated, one

docume

nt for the product aspects and a second one for the quality aspects.

The sectional specifications will be presented at the product level per family of connectors, for
example printed board connectors, circular connectors, rectangular connectors, etc.
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Au niveau de l'assurance de la qualité, I'Annexe B traite de I'nomologation en B.2, de
I'agrément de savoir-faire en B.3 et de I'agrément de technologie en B.4.

Dimensions
d’interface

Programme d’essais
(= exigences de
performance) avec
différents niveaux de
performance (PL)

Programme d’essai
d’homologation
avec différents

niveaux de
performance

Essais lot par lot
avec différents
niveaux
d’assurance

Essais périodiques
avec différents
niveaux d’assurance
avec nombre de
défauts autorisé

IEC __481/06

Figure 1 — Structure

actuelle des spécifications particuliéres
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At the quality assessment level, Annex B deals with qualification approval in B.2, capability
approval in B.3 and technology approval in B.4.

Interface
dimensions

Test schedule
(= performance
requirements) with
different performance
levels (PL)

Qualification approval
test schedule
with different

performance levels

Lot-by-lot tests
with different
assessment levels

Periodic tests
with different
assessment level
with permitted no.
of defectives

IEC 481/06

Figure 1 — Actual detail specification structure
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Spécification Spécification Spécification
particuliére de produit A 1 particuliere de produit H — particuliere de produit H
CEI 61076-2-1xx CEI 61076-3-1xx CEIl 61076-4-1xx
CEI 61076-2-1xy CEI 61076-3-1xy CEI 61076-4-1xy
I I I
Spécification Spécification Spécification
particuliére cadre - particuliere cadre - particuliere cadre
CEI 61076-2-001 CEI 61076-3-001 CEI 61076-4-001
I I I
Spécification intermédiaire Spécification intermédiaire Spécification intermédiaire de produit
de produit connecteurs de produit connecteurs connecteurs
circuraires rectangulaires pour cartes Injprimées
CEI 61076-2 CEI 61076-3 CEIl 61076-4

Définitions et exigences pour:

Connecteurs pour équipements électroniques <
Spécification générique de produit — CEI 61076-1

les caractéristiques

. les dimensions
E;E)%”Lﬁ? les exigences de performance
programmes d'essai
Exigence Connecteurs pour équipements électroniques —
g;a;S:ﬁ‘a”I?Z Exigences d'asstrance de la qualité —
Spécification générique de qualité — CEl 62197-1

Définitions et exigences pour:

Annexe B : Praeédures d'assurance de la qualité
Article B.2/Hoemologation

Article B3 ;-Agrément de savoir faire
ArticlenB.4": Agrément de technologie

I'hnomologation
I'agrément de savoir-faire avec Contrble Statistique de Processus (SPC)
I'agrément de technologie avec Contréle Statistique de Processus (SPC

Spécification Spécification Spécification
particuliére cadre particuliére cadre particuliére cadfe
— Connecteurs circulaires — Connecteurs rectangulaires — pour connecteurs pour ClI
CEIl 62197-2-001 CEI 62197-3-001 CEIl 62197-4-00/1
Spécification Spécification Spécification
— particuliere qualité — particuliere qualité — particuliere qualité
CEIl 62197-2-1xx CEIl 62197-3-1xx CEIl 62197-4-1xx
CEl 62197-2-1xy CEIl 62197-3-1xy CEl 62197-4-1xy

IEC 482/06

NOTE Les spécifications particulieres et particuliéres cadres pour un méme connecteur auront des références de
publication dont les terminaisons seront identiques dans les séries 61076 et 62197; par exemple les CElI 61076-4-
100 et 62197-4-100 seront associées au méme connecteur.

Figure 2 — Nouvelle structure des documents pour les spécifications établies au sein du

SC 48B -

Séparation des exigences de produit et d'assurance de la qualité
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Detail product

specification —

IEC 61076-2-1xx

- 13—

Detail product
specification
IEC 61076-3-1xx

IEC 61076-2-1xy
I

Blank detail

specification -

IEC 61076-2-001

IEC 61076-3-1xy

Detail product
specification
IEC 61076-4-1xx

Blank detail
specification
IEC 61076-3-001

IEC 61076-4-1xy

Blank detail
specification
IEC 61076-4-001

Sectional product

Sectional product

Sectional product

specification
drcular connectors
IEC 61076-2

specification

rectangular connectors

IEC 61076-3

specificafion

printed board-cpnnectors

IEC'61076-4

Connectors for electronic equipment —
Generic product specification — IEC 61076-1

Definitions and requirements for:
* characteristics
* dimensions

Product

requirements

« performance requirements
+ test schedules

Quality

assessmept
requiremerts

Connectors fot electronic equipment —
Quality assessment requirements —
Generic quality specification — IEC 62197-1

Definitions and requirements for:

« qualification approval
capability appreval with Statistical Process Control (SPC)
technology: approval with Statistical Process Control (SPC)

Annex B 2 Quality assessment procedures
Clause B.2 Qualification approval
Clause'B.3 : Capability approval

Clause B.4 : Technology approval

Blank detail
specification

Blank detail
specification

— Circular connectors ]

Blank detail
specification

Printer bord con

Rectangular connectors —
~

IEC 62197-3-001

IEC 62197-2-001

IEC 62197-4-001

ctors

Detail quality
— specification F— —
IEC 62197-2-1xx

Detail quality
specification -
IEC 62197-3-1xx

Detail quality
specification
IEC 62197-4-1xx

IEC 62197-2-1xy IEC 62197-3-1xy

IEC 62197-4-1xy

IEC 482/06

NOTE Detail and blank detail specifications for the same connector will have publication numbers with identical
terminations in the 61076 and 62197 series; for instance IEC 61076-4-100 and IEC 62197-4-100 are associated
with the same connector.

Figure 2 — New documentation structure for specifications drafted in SC 48B —

Separation of product and quality assessment requirement
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L'objectif de cette 2°™ Edition est de réviser et de mettre a jour les spécifications de
connecteurs définissant les produits et les exigences d'assurance de qualité.

Actuellement toutes les spécifications particuliéeres de connecteurs prises en compte par le
Sous Comité 48B de la Commission Electrotechnique Internationale sont préparées tel que
décrit dans la figure 1 avec 5 chapitres principaux.

Les procédures obsoléetes les plus significatives concernent les essais lot par lot ayant
différents niveaux d'exigences et niveaux d'assurance de la qualité ainsi que les essais
périodiques avec les niveaux de défauts tolérés.

Pour mettreajourcedocumentafinrdeprendreencomptedesrégtesptusrécentes;y il a été
nécessgire d'introduire les procédures d'agrément de savoir faire et de technologiélincluant
les pargmetres de base de conception de la maitrise statistique des procédés dfin-d'avoir un
contrdlg continu de la qualité pendant les différentes étapes de fabrication.

Il a également été estimé approprié de séparer la documentation en deux-parties qui qu cours
de l'utilisation au jour le jour des spécifications, conviennent au, plus grand [nombre
d'utilisateurs, comme indiqué dans la figure 2.

Ceci pdrmet a l'utilisateur d'acquérir des produits certifiés ouvnon. Il est évident fu'il est
nécessgire a l'industrie d'avoir des informations séparées sur'les dimensions, les eXigences
de perfgrmance et les parameétres de conception de basex

Les deux documents séparés concernent:

— Les exigences de produit
— Les exigences d'assurance de la qualité

La spégification de produit contient les.\caractéristiques, les dimensions, les exigehces de
performpnce, et les programmes d'essais. Le document correspondant est:

CEI61076-1 Ed 2
Conpecteurs pour équipements électroniques — Exigences de produit

Part|e 1: Spécification générique

La spédification d'assurance de qualité contient les exigences nécessaires a I'obtention de
l'agréme¢nt d'homologation (QA) pour un niveau de qualité donné (par cptégorie
d'environnement),d"Agrément de Savoir Faire (CA) par famille de connecteurs ou I' Agrément
de Technologie T A) comprenant toutes les technologies de référence pour la produftion de
connecteurs.

L'agrément de savoir faire ou l'agrement de technologie combines avec les parametres de
maitrise statistique de procédé sont destinés a remplacer les essais lot par lot et les essais
périodiques. Le document correspondant est:

CEIl 62197-1

Connecteurs pour équipements électroniques — Exigences d'assurance de la qualité —

Partie 1: Spécification générique.

Pour spécifier un produit totalement certifié, une combinaison des spécifications issues des
deux structures doit étre requise.

La structure de document a 4 niveaux adoptée par le SC 48B consiste en des spécifications
Générique, puis Intermédiaire, puis Particuliere Cadre puis Particuliére.
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The objective of this 2" Edition is to review and update the actual connector specifications
containing product and quality assessment requirements.

Today, all the connector detail specifications dealt with by Subcommittee 48B of the
International Electrotechnical Commission are prepared as described in figure 1 with 5 major
chapters.

The most significant out of date procedures relate to the lot-by-lot tests with different
inspection levels and acceptance quality level and to the periodic tests with permitted number
of defectives.

To updpte—the—document—to reftect—modern practices—it—wasnecessary—to—introduce the
capability and the technology approval together with the basic design parameters ef(sf{atistical
process| control as a feed back system to have a continuous quality control during|various
steps off manufacture.

It was dlso felt appropriate to split the current documentation into two separate strugtures of
documents which, in the day-to-day use of specifications, satisfy most users, see illystration
in Figure 2.

This offers the user the option to acquire products with and without certification. It is |obvious
that the|industry needs to get separate information on dimensijons, performance requifements
and basfic design parameters.

The two separate documents are:

— Product requirements
— Quality assessment requirements
The Product Specification contains characteristics, dimensions, performance requifements
and tes{ schedules. The relevant document is:
IEC 61076-1 (Ed. 2)
Conpectors for electronic equipment — Product requirements —
Part[1: Generic Specification
The Quality Assessment Specification contains the requirements to obtain Qualification
Approval (QA) for_a-given performance level (per environment category), Capability Approval

(CA) pgr family.<of connectors or Technology Approval (TA) comprising all felevant
technolggies for-eonnector production.

Capabiljty.<Approval or Technology Approval combined with statistical process| control
parameters are intending 1o replace lot-by-Tot and periodic 1ests. I he relevant document is:

IEC 62197-1
Connectors for electronic equipment — Quality assessment requirements —
Part 1: Generic Specification

To specify a fully certified product, a combination of specifications from both structures shall
be required.

The 4 level document structure adopted by SC48B consists of a Generic, a Sectional, a Blank
Detail and Detail Specifications.
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Pour maintenir cette structure a 4 niveaux, deux Spécifications Génériques ont été diffusées,
la premiére concernant les aspects produit, et la seconde pour les aspects qualité.

Les Spécifications Intermédiaires seront présentées au niveau produit par famille de
connecteurs par exemple les connecteurs pour cartes imprimées, les connecteurs circulaires,
les connecteurs rectangulaires, etc. Pour les Niveaux d'Assurance Qualité I'Annexe B de la
CEI 62197-1 concerne I'Agrément d'Homologation B.2, I'Agrément de Savoir Faire B.3 et
L'Agrément de Technologie B.4.
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To maintain this 4 level structure, two Generic Specifications are being circulated, one
document for the product aspects and a second one for the quality aspects.

The Sectional Specifications will be presented at the product level per family of connectors
e.g. printed board connectors, circular connectors, rectangular connectors, etc.

At the quality assessment level Annex B of IEC 62197-1 is dealing with Qualification Approval
B.2, Capability Approval B.3 and Technology Approval B.4.



https://iecnorm.com/api/?name=f7fde0f933bb428600113d55644c91c2

-18 - 62197-1 O CEI:2006

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
EXIGENCES D'ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités
1.1 Domaine d'application

La prérnte—paﬁie—deﬂﬁﬁfﬁﬂ@?—éfauﬁ—dereﬁgem*esﬁﬁmﬁvmes—pour les
procédures d'assurance de la qualité des connecteurs.

La présgente partie de la CEl 62197 est applicable a une famille de connectéurs deptinés a
étre utilisés dans des équipements électriques et électroniques; elle ne’ couvre |pas les
connecteurs congus pour étre utilisés aux fréquences radioélectriques.

1.2 (@énéralités concernant les spécifications

La présgente spécification générique de qualité contient ou citeen référence, les termes, les
définitigns, les symboles, les méthodes d'essai et les informations concernant le ontrole
dans le [cas particulier des connecteurs.

Elle do|t étre utilisée conjointement avec les niveaux appropriés de spécifications, avec
référenge le cas échéant au Guide 102 de la CEl, sirapplicable.

En cas|de divergence, ce sont les exigences“de la spécification particuliére de qualité qui
prévalent.

1.2.1 Spécifications particuliéres'de qualité

Les spédcifications intermédiairesid’assurance de la qualité ne conviennent pas popr cette
structure de document. A la~place des spécifications intermédiaires, les procédures
d’assurance de la qualité décrites dans les Articles B.2, B.3 et B.4 s’appliquent.

Si cela |est applicable,\elle doit contenir une sélection de toutes les méthodes et séquences
d'essaiq, des niveaux de sévérité et de leurs valeurs préférentielles concernant les
caractéristiques_applicables a la sous-famille concernée.

Son corltent doit étre dérivé de la CEI 62197-1 et de la spécification particuliére de prpduit, le
cas échpanl.

En cas de divergence, ce sont les exigences de la spécification particuliére de qualité qui
prévalent.

1.2.2 Spécification particuliére cadre de qualité (si applicable)

Les lignes directrices concernant I'établissement des spécifications particuliéres de qualité
appropriées doivent étre indiquées dans une spécification particuliere cadre de qualité qui
prescrit la présentation a adopter et les informations a fournir. Cela garantit une présentation
uniforme.

Son contenu doit étre dérivé de la CEI 62197-1 et doit donner la liste des parameétres de la
sous-famille de connecteurs concernée ainsi qu'une sélection des critéeres techniques
nécessaires et suffisants pour évaluer la qualité du type de connecteur et considérés comme
complets et suffisants pour les contréles.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT-
QUALITY ASSESSMENT REQUIREMENTS -

Part 1: Generic specification

1 General

11 S

cope

This pJart of IEC 62197 establishes uniform testing requirements to support

assessr

This p
electric

1.2 {

This ge
symbols

It shall
Guide 1

In the e

1.21

Quality

nent procedures for connectors.

rt of IEC 62197 is applicable to a family of connectors for us€\in electrg

General considerations relating to specifications

, test methods and information relating to the inspection particular to connecto

be used in conjunction with relevant levels of/specifications, with referencg
02, if applicable.

bent of conflict, the requirements of thexDetail Quality Specification prevail.

Detail Quality Specifications

sectional specifications are not'existent and appropriate for this document s

In plac¢ of sectional specifications; the Quality assessment procedures as desc

Clauseg

If applic
values f

The co
appropr

In the e

B.2, B.3 and B.4 are applied.

able, it shall contain\a list of all test methods and sequences, severities and p
or characteristics, which could be applicable to that subfamily.

ntents shall\be derived from IEC 62197-1 and the detail product specific
ate.

vent'of conflict, the requirements of the detail quality specification prevail.

| equipment; connectors designed for use at radio frequencies are’not covere(.

quality

nic and

neric quality specification contains, or gives reference to, the terms, deflinitions,

S.

to IEC

ructure.
Fibed in

referred

btion, if

1.2.2

Blank detail quality specification (if applicable)

Guidance to prepare the appropriate detail quality specifications shall be given in a blank
detail quality specification, prescribing the layout to be adopted and the information to be
given, thus ensuring a uniform presentation.

Its content shall be derived from IEC 62197-1 and shall list parameters of the subject
connector subfamily and a selection of the technical criteria necessary and sufficient to
assess quality of the connector type and considered to be complete and sufficient for control
purposes
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1.2.3 Spécification particuliére de qualité (si applicable)

Les spécifications particuliéres de qualité doivent fournir, soit directement, soit par référence
a d'autres documents normatifs, toutes les informations nécessaires a la description des
parameéetres d'homologation pour un connecteur ou une gamme de connecteurs donnés.

Leur contenu doit étre dérivé de la CEIl 62197-1 et doit donner la liste des parameétres de la
sous-famille de connecteurs concernée ainsi qu'une sélection des critéeres techniques
nécessaires et suffisants pour évaluer la qualité du type de connecteur considérés comme
complets et suffisants pour les contrdles.

1.3 Références normatives

Les doguments de référence suivants sont indispensables pour I'application (du’'|présent
documelnt. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour des’ références
non datges, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris‘es éyentuels
amendements).

CEI 60050(581):1978, Vocabulaire Electrotechnique International -(VEI) — Chapiffe 581:
Compogants électromécaniques pour équipements électroniques

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide
CEI 60410:1973, Plans et regles d'échantillonnage pour les.contrbéles par attributs

CEI 60912 (toutes les parties), Connecteurs pour-équipements électroniques — Essais et
mesure$

CEI 61(76-1:2006, Connecteurs — Prescriptions.de produit — Part 1: Spécification générique

CEl 62925:2001, Guidance on terms for..6onnectors and mechanical structures in electronic
equipmeént (disponible en anglais seulement)

Guide QEI 102:1996, Composantsi-électroniques — Structure des spécificatiorls pour
I'assurapce de la qualité (Homotogation et agrément de savoir-faire)

QC 001002-2: Regles de\procédure du Systeme CEIl d’assurance de la qualité des
compospgnts électroniqueS\IECQ) — Partie 2: Documentation

QC 001002-3: Regles de procédure du Systeme CEI d’assurance de la qualité des
compospnts électroniques (IECQ) — Partie 3: Procédures d’agrément et d’homologation

QC 210p00:~TFechnology Approval Schedules — Requirements under the IECQ (dispophible en
anglais seulement)

ISO 2859-1: Regles d’échantillonnage pour les contrbles par attributs — Partie 1: Procédures
d’échantillonnage pour lot par lot, indexés d’apres le niveau de qualité acceptable (NQA)

1.4 Caractéristiques de performances

Pour les informations détaillées concernant les caractéristiques de performance comme
I'environnement de fonctionnement, se reporter au 1.4 de la CEI 61076-1:2006.

Caractéristiques
Pour les informations détaillées concernant les caractéristiques électriques et mécaniques, se
reporter au 1.4.3 et au 1.4.4 de la CEI 61076-1:2006.

Compatibilité
Pour les informations détaillées concernant la compatibilité, se reporter au 1.4.5 de la
CEI 61076-1:2006.
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1.2.3 Detail Quality Specification (if applicable)

Detail Quality Specifications shall give directly, or by making reference to other normative
documents, all information necessary to describe the qualification approval parameters for a
given connector or range of connectors completely.

Their contents shall be derived from IEC 62197-1 and shall list parameters of the subject
connector subfamily and a selection of the technical criteria necessary and sufficient to
assess quality of the connector type and be considered to be complete and sufficient for
control purposes

1.3 Normative references

The follpwing referenced documents are indispensable for the application of thi§ dojcument.
For datgd references, only the edition cited applies. For undated references, the‘latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(581):1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) —NChapter 581:|Electro-
mechanjical components for electronic equipment

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC 60912 (all parts), Connectors for electronic equipment'— Tests and measurements|
IEC 61(076-1:2006, Connectors — Product requirements — Part 1: Generic specification

IEC 62225:2001, Guidance on terms for connéectors and mechanical structures in electronic
equipment

IEC Guide 102:1996, Electronic components — Specification structures for quality asséssment
(Qualifigation approval and capability*approval)

QC 001p02-2: IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) — Rules of
procedure — Part 2: Documentation

QC 001p02-3: IEC QualityyAssessment System for Electronic Components (IECQ) — Rules of
proceddre — Part 3: Approval procedures

QC 210p00: Technology Approval Schedules — Requirements under the IECQ

ISO 28%9-1;-Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling §chemes
indexed| by aeceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

1.4 Performance characteristics

For details about performance characteristics such as operating environment, see 1.4 of
IEC 61076-1:2006.

Characteristics

For details of electrical and mechanical characteristics, see 1.4.2 and 1.4.3 of IEC 61076-1:
2006.

Compatibility

See for details of compatibility, 1.4.5 of IEC 61076-1:2006.
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2 Données techniques

2.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la
CEI 60050(581) et la CEI 62225, ainsi que les suivants, s’appliquent.

211

processus

association des ressources en main d'ceuvre, de moyens, de matiéres, de méthodes et
d'environnement concourant a la réalisation d'un produit ou d'un service donné

NOTE Lj maitrise statistique des processus constitue un outil privilégié de gestion des processus.

21.2
caractéristique
trait disfinctif d'un processus ou de son résultat sur lequel il est possible de colle¢ter des
variablels ou des données d'attribut

NOTE 1 | Comme caractéristiques de processus, on peut citer par exemple les températures, les dirées des
cycles.

NOTE 2 |Il est nécessaire d'intervenir sur le processus pour empécher les ‘cafactéristiques importantds de trop
varier parjrapport a leurs valeurs cibles.

21.3
valeurs|cibles
les valeurs cibles pour les caractéristiques sont les valeurs qui permettent le fonctionnement
le plus productif du processus et qui sont surveillées

214
graphique de contrédle
représentation graphique d'une caractéristique d'un processus qui présente un tfacé de
valeurs [statistiques obtenues a partircde la caractéristique concernée, un axe et une pu deux
limites de contrdle

NOTE llla deux utilisations de base:\il Jpermet de déterminer si un processus a fonctionné en controle $tatistique
et il aide § maintenir le contréle statistique.

215

gamme
différenge entre la_valeur maximale et la valeur minimale d'une caractéristique: il s'agit d'une
mesure|de la dispersion a l'intérieur d'une population de mesures

2.1.6
indices|de capacité de processus
mesures d€ fa retation entre tes 1imites de specification et ta capacite de processus: stade
initial (Cp, Cmk), de pré-production (Pp, Ppk) et de production compléte (Cp, Cpk)

NOTE Dans le présent document, seuls les indices Cp et Cpy sont pris en compte.

21.7

causes communes

font référence a de nombreuses sources de variation d'un processus qui présente une
distribution stable et reproductible dans le temps (par exemple: usure d'un dispositif de
poingonnage)

NOTE Dans le cas ou seules des causes communes de variation existent et ne changent pas, le résultat d'un
processus est dit prévisible. Le savoir-faire est déterminé par les variations dues a des causes communes.
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2 Technical information

2.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050(581) and
IEC 62225, as well as the following, apply

211

process

combination of people, equipment, materials, methods and environment that work together to
produce output — a given product or a service

NOTE Alkey tool for managing processes is statistical process control.

21.2
charactleristic
distingujshing feature of a process or its output on which variables or attributes datg can be
collecteg

NOTE 1 |Process characteristics are for example temperatures, cycle times.

NOTE 2 |Action on the process needs to be taken to prevent the important(Characteristics from varyihg too far
from theirjtarget values.

213
target Jalues
target Jalues for the characteristics are the values,<{which result in the most productive
operatign of the process and are monitored

214
control|chart
graphic|representation of a characteristicof a process showing plotted values of dtatistics
gatherefl from that characteristic, a central line and one or two control limits

NOTE It|has two basic uses: as a judgement to determine if a process has been operating in statistiqal control
and to aid in maintaining statistical control:

2.1.5

range
differente between the-maximum and the minimum value of a characteristic: it is a mepsure of
dispersipn within a popwlation of measurements

2.1.6
proces$ capability indices
measur¢s of.the relationship between the specification limits and the process capabilify: initial
(Cw» CMikhopre-production (Pp, Ppy) and full production stage (Cp, Cpk)

NOTE In this document only C, and Cp capability indices are considered.

21.7

common causes

refers to the many sources of variation within a process that has stable and repeatable
distribution over time (for example: wear of a punching die)

NOTE If only common causes of variation are present and do not change, the output of a process is said
predictable. Process capability is determined by the variations coming from common causes.
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21.8

causes spécifiques

renvoient a tout facteur causant des variations que n'agissent pas toujours sur le processus. |l
s'agit de sources de variation intermittentes, souvent non prévisibles et instables. Lorsqu'elles
apparaissent, elles modifient la distribution globale du processus (par exemple: changement
dans le matériau brut)

NOTE Si des causes de variation spécifiques apparaissent, le résultat du processus n'est pas stable dans le
temps. Si elles sont préjudiciables, elles doivent étre identifiées et éliminées. Si elles sont bénéfiques, elles
doivent également étre identifiées et associées au processus.

21.9

étendue de processus
proportiEn dans Taquelle varie Ta repartition des valeurs individuelles des caracteristigues du
processus

NOTE EJle est souvent représentée comme la moyenne du processus plus ou moins un certain npmbre de
divergendes de spécification (notées par la lettre grecque sigma).

22 Systéeme des niveaux

2.21 Niveaux de performance

Le terme «niveau de performance» englobe Il'ensemble desYcontraintes climatifjues et
mécaniques sur la base desquelles un composant est soumis aux essais, ainsi que des [facteurs
tels que la stabilité a long terme des caractéristiqués électriques. Ces nivealx sont
numérolés, le chiffre le plus faible (1) indiquant généralement la performance la plus élevée.

2.2.2 Niveaux de compatibilité

En fongtion du degré de normalisation, 4\(fiiveaux caractérisent la compatibilité des
connecteurs provenant de sources différentes;”se reporter a la CEI 61076-1:2006, 2.2.3.2 a
2.2.3.5.|Si des connecteurs de différents miveaux de compatibilité sont utilisés, le njveau le
plus failple doit prévaloir.

2.3 Maitrise statistique des processus

Tous Igs fabricants recherchent une amélioration continue de la qualité et a 4gtteindre
I'excelldnce de fonctionnement et de fabrication qui sont l'essence méme de {foute la
philosophie de la qualité-L'un des principaux moyens pour atteindre cet objectif d'exgellence
est I'application des teChniques de maitrise statistique des processus (SPC).

Il convignt de prévaoir une révision périodique et I'enregistrement du statut du systéme|SPC.
Les tedhnigues* statistiques permettent de déterminer les caractéristiques critigyes des

processlus/ et leur variabilité et en intervenant elles permettent de réduire la variabilité
(stratég|e de prévention a la place de la détection des défauts). T

La SPC correspond a une philosophie de gestion de I'amélioration continue des processus
dont le souci premier est la prévention des défauts. La direction doit donner des
responsabilités et de l'autorité au personnel et lui fournir suffisamment de ressources pour
mettre en oceuvre et entretenir un systéme de SPC. Il convient de prévoir une révision
périodique et I'enregistrement du statut du systéme SPC.

Le présent paragraphe ne donne que les grandes lignes des techniques SPC a utiliser.

2.4 Evaluation des valeurs de sortie non conformes en ppm

Les progrés des technologies de fabrication ont permis une amélioration correspondante de la
qualité des composants tels que les connecteurs. Par conséquent, le niveau de qualité moyen
en pourcentage de produits non conformes doit étre remplacé par le terme qui est plus en
phase avec la qualité a I'heure actuelle a savoir celui de partie par million ou en abrégé ppm.
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21.8

special causes

refer to any factors causing variation that do not always act on the process. Sources of
variation are intermittent, often not predictable and unstable. When they occur, they make the
overall process distribution change (for example: change in raw material).

NOTE If special causes of variation are present, the process output is not stable over time. If detrimental, they
need to be identified and removed. If beneficial they also need to be identified and made part of the process.

21.9
process spread
extent to which the distribution of individual values of the process characteristic vary.

NOTE It[is often shown as the process average plus or minus a number of speciiication deviations (dgnoted by
the GreeH letter sigma).

22 System of levels

2.2.1 Performance levels

Reflectd the grouping of the environmental and mechanical stressesqat,which a comppnent is
tested, and also such features as long-term stability of electrical characteristics. Thege levels
are nunibered, where the lowest number (1) usually indicates the_highest performance

2.2.2 Compatibility levels

As a flinction of the standardization degree, 4 leyels) characterize the compatipility of
connectors from different sources; reference is made.to.IEC 61076-1:2006, 2.2.3.2 t0|2.2.3.5.
If conndctors of different compatibility levels are applied, the lower level shall prevail.

2.3 Sgtatistical process control

Continupus quality improvement and the&”achievement of operational and manuflcturing
excellerjce are the essence of the total.quality philosophy that all manufacturers are tgrgeting.
One of| the major vehicles for achieving the excellence objective is the application of
Statistiqal Process Control (SPC) techniques.

Periodid revision should be provided and the status of the SPC system should be recofded.

Statistigal techniques(pefrmit to determine the critical process characteristics apd their
variability and by taking action to reduce the variability (strategy of prevention ingtead of
defect detection).

SPC embraces a management philosophy of continuous process improvement thgt has a
primary| feaeus on prevention of defects. The management shall empower personnel with
responslibility and authaority and provide sufficient resources to implement and maintain an
SPC system. It should be reviewed periodically and the status of the SPC system should be
recorded.

This subclause is only giving general outlines of the SPC techniques to be used.

2.4 Assessment of outgoing non conforming values in ppm

Improvements in manufacturing technology have resulted in a corresponding quality
improvement for components such as connectors. Consequently, average quality level in per
cent of non-conformance products needs to be replaced by the term part per million or ppm.
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La philosophie ppm est appliquée pour I'estimation du niveau de qualité moyen d'un produit et
non aux plans d'acceptation de lots.

L'estimation du niveau de non-conformité en ppm pour les composants est calculée comme
suit (pour des exemples, voir le Tableau 1):

(0,7 + nombre total de produits non — conformes)

%106

ppm = nombre total de produits contrélés

Tableau 1 — Valeurs types des niveaux de non-conformité

ppm Nombre de produits contrélés = taille de I'échantillon
0 70 47 35 28
1 170 113 85 68
2 270 180 135 108
3 370 247 185 148
4 470 313 235 188
5 570 380 285 228

Exemplg¢ de niveau de non-conformité:

Nombre|l de non-conformités = 0
Nombre| total de produits contrélés = 10 000
0,7+0 6
m4———x10° =70 ppm
PP 450000 PP

La non-gonformité pour ppm couvre les défauts fonctionnels, les non-conformités électriques
et les de¢fauts visibles et mécaniques.

Par exemple:

Non-conformité électrique: contact manquant ou se déplacant dans le boitier
Défaut

écanique: fonction de montage de connecteur impossible

NOTE Tputes.les équations de ce paragraphe contiennent un facteur 0,7 qui prend en considéfation les
expériendes ‘pratiques menées dans l'industrie dans le contexte des calculs des niveaux de non-conformifé dans le
domaine de : tqtes—ees-chiffresprenrentencompte-desmarges—de—séeuritésuifisantes.

2.5 Savoir-faire de processus

Le savoir-faire de processus est déterminé par les variations dues aux causes communes.
Il représente généralement la meilleure performance (c'est a dire I'étendue minimale) du
processus lui-méme. Les clients (utilisateurs) sont normalement plus concernés par le résultat
global du processus et par la fagon dont il se rapporte a leurs exigences (définies comme
spécifications) quelle que soit la variation du processus.

Chaque processus fait I'objet d'une classification fondée sur le savoir-faire et le contrdle. Un
processus peut étre classé dans 1 des 4 cas suivants:

— La situation idéale est d'avoir un cas 1 ou le processus est en maitrise statistique et ou
I'aptitude a satisfaire aux exigences est acceptable.
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The ppm philosophy applies to estimating the average quality level of products, not to lot

acceptance plans.

Estimation of the non-conformance level in ppm for components is calculated as follows

(examples, see Table 1)

(0,7 + total number of non — conformance products)

ppm =

total number of products inspected

x10-6

Table 1 — Typical values for non-conformance levels

PPM Number of products inspected = sample size
Number of non- 4 4 4 4
conformances 10 1,5 % 10 2x10 2,5x 10
0 70 47 35 28
1 170 113 85 68
2 270 180 135 108
3 370 247 185 148
4 470 313 235 188
5 570 380 285 228
Exampl¢ of non-conformance level:
Number| of non-conformance products = 0
Total nymber of products inspected = 10,000

0,7+0><1

08 =70 ppm
10 000 PP

ppm =

Non-confformance for ppm covers-functional defects, electrical non-conformances, visg

mechanfical defects.

For example:

Mechanical-defect:

NOTE All equations of this Subclause contain a factor 0,7 which considers practical experience in the i
context wlith calculations of non-conformance levels in the area of electro-mechanical components; the

take suffigient safety aspects into account.

Electrical nan-conformance: contact missing or moving into the housing

connector fitting function not possible

ual and

hdustry in
be figures

2.5 Process capability

Process capability is determined by the variation that comes from the common causes.
It generally represents the best performance (i.e. minimum spread) of the process itself.
Customers (users) are more typically concerned with the overall output of the process and
how it relates to their requirements (defined as specifications) irrespective of the process

variation.

Every process is subject to classification based on capability and control. A process can be

classified into 1 of 4 cases:

— The ideal situation is to have a case 1 where the process is under control and the ability to
meet requirements is acceptable.
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Un cas 2 ou le processus est sous controle mais présente une variation excessive de

cause commune qui doit étre réduite.

Un cas 3 ou l'aptitude a satisfaire aux exigences est inacceptable mais n'est pas sous

controle; des causes spécifiques de variation doivent étre identifiées et traitées.

Un cas 4, le processus n'est pas sous contrdle et n'est pas acceptable; la variation des

causes communes et spécifiques doit étre réduite.

2.6

Tableau 2 — Cas du savoir-faire de processus

Sous controle Pas sous contrble
P
LSL N USL N
Acceptable i i LSL P USL
oo o .8 V.
Cas 1 Cas 3

USL  E=USL-LSL
Pas acceptable : | |
! LSL P USL
i | N i
I 5\ .o .
Cas 2 Cas 4
IEC 483/06
Définitions: o = répartition des valeurs de mesure

USLs, Upper Specification Limit (Limite supérieure de spécification)
LSL: Lower Specification Limit (Limite inférieure de spécification)

E: Tolérance d'ingénierie
P: Moyenne de processus
N: Valeur nominale

Dléfinition de Cp et Cpg

Les définitions des indices de mesure des processus sont les suivantes:

Cp:

Il s'agit de l'indice de savoir-faire qui est défini comme la largeur de tolérance divisée
par l'étendue de processus, quel que soit le centrage du processus. Il est
normalement exprimé comme suit:

Cp = (USL — LSL) / 6 sigma

Il s'agit de l'indice supérieur de savoir-faire et il est défini comme I'étendue supérieure
de tolérance divisée par I'étendue supérieure réelle de processus. Il est normalement
exprimé comme suit:

Cpy = (USL — X)/ 3 sigma
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— A case 2 where the process is in control but has excessive common cause variation, which

shall be reduced.

— A case 3 where ability to meet requirements is acceptable but is not under control; special
causes of variation shall be identified and acted upon.

— A case 4, the process is neither under control nor is acceptable; both common and cause

—29_

variation shall be reduced.

Table 2 — Process capability cases

Under control

Not under control

P
LSL N USL N
Acceptable | | LSL P USL
oo o .8 V.
Case 1 Case 3

Not acceptable

USL

IEC 483/06

Definitions:( o =

E:
P:
N:

USL:
LSL:

distribution of measuring values
Upper Specification Limit
Lower Specification Limit
Engineering tolerance
Process average

Nominal value

2.6 Definition of Cp and

Definitions of process measures indices are as follows:

Cp:

Crk

This is the capability index, which is defined as the tolerance width divided by the
process spread, irrespective of process centering. Typically, this is expressed as:

Cp = (USL — LSL) / 6 sigma

This is the upper capability index and is defined as the upper tolerance spread divided

by the actual upper process spread. Typically, this is expressed as:

Cpy = (USL — X) / 3 sigma
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Cp.: Il s'agit de l'indice inférieur de savoir-faire et il est défini comme I'étendue inférieure
de tolérance divisée par I'étendue inférieure réelle de processus. Il est normalement
exprimé comme suit:
CpL = (f — LSL) | 3 sigma
Cpk: |l s'agit de l'indice de savoir-faire qui compte pour le centrage de processus et il est

défini comme le minimum de Cp; ou Cp . Il correspond a la distance échelonnée entre
la moyenne du processus et la limite la plus proche de spécification et la moitié de

I'étendue totale de processus. Normalement:

Cpk = (USL — x)I 3 sigma ou (X — LSL) / 3 sigma (pour plus de détails, voir I'Annexe A)

Définitiqns:

X :val
pour leg

ur moyenne.

CPK doi

Les carnactéristiques critiques doivent étre bien identifiées et acceptées a la foig
consommateur et le fabricant (pour des exemples, voir les Tableaux”3 et 4 et les

A.1a), A.1b), A.1c), A.1d) et A.1e).

2.7

définitions complémentaires, voir la page 2.
étre uniquement utilisé sur les caractéristiques critiques.

lation entre la valeur Cpg et le nombre de non-conformités (défauts)

e
Tabl:lu 3 — Valeurs Cpyk en fonction des parties enjbon état / présentant des de¢fauts

par le
Figures

Limite de spécification Cpk Pourcentage de produits | Nombre de défau{s: ppm
X en bon état
41 sigma 0 34,13 658 700
2 sigma 0,17 69,13 308 700
43 sigma 0,5 93,32 66 810
#4 sigma 0,83 99,379 0 6 210
45 sigma 1017 99,976 70 233
46 sigma 1,5 99,999 660 3,4
NOTE Sjgma est la divergence de spécification de la répartition des valeurs individuelles d'une caractéristique
de procegsus.

2.8 Vjaleurs minimales types pour Cp et Cpgk
Tableau 4 — Valeurs minimales types
C. <100 1.00 < C. <133 Co>1. 33
PK ’ 4 PK 4 PR

Cp<1,00 Etendue de processus trop X X

importante. Savoir-faire

inadéquat.
1,00 < Cp < 1,33 L'étendue de processus est | L'étendue de processus X

critique. Le processus doit
étre centré.

est critique. Le savoir-faire
est critique.

Cp>1,33

L'étendue de processus est
bonne. Le processus doit
étre centré.

L'étendue de processus
est bonne. Le savoir-faire
peut étre amélioré par
centrage.

L'étendue de processus
est bonne. Le savoir-faire
est bon.

NOTE Pour plus de détails, voir I'Annexe A.
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Cp.: This is the lower capability index and is defined as the lower tolerance spread divided
by the actual lower process spread. Typically, this is expressed as:

Cpk:

CpL = (X ~

LSL) | 3 sigma

This is the capability index which accounts for process centering and is defined as the

minimum of Cp or Cp, . It relates the scaled distance between the process mean and
the closest specification limit to half the total process spread. Typically:

Cpk = (USL — x)/ 3 sigma or (x — LSL )/ 3 sigma (for More details. see Annex A).

Definitions:

X : megnvatue

further definitions see Table 2.

Cpk shdll be used only on critical characteristics.

Critical

characteristics shall

be well

identified and accepted by pboth customer and

manufagturer (examples, see Tables 3, 4 and Figures A.1a), A.1b), A.1¢) A.1d) and Alle).

2.7 Relation between Cpk and number of non conforming (defective) parts

Table 3 — Cpk-values as function of good/defective parts

Specification limit Cok Percentageof good Number of defedtives:

_ products ppm
X

11 sigma 0 34,13 658 700

12 sigma 0,17 69,13 308 700

13 sigma 0,5 93,32 66 810

14 sigma 0,83 99,379 0 6 210

15 sigma 1,17 99,976 70 233

16 sigma 165 99,999 660 3,4

NOTE Sjgma is the specification deviation of the distribution of individual values of a process characterigtic.

2.8 Typical minimum values for Cp and Cpk

Table 4 — Typical minimum values

Cpk < 1,00 1,00 =Cp (1,33 Cpoy>1,33
Cp< 1,00 Rrocess-spread-teoo-targe- X X
Capability not adequate.
1,00 < Cp < 1,33 Process spread is critical. | Process spread is critical. X

Process shall be centered.

Capability is critical.

Cp>1,33

Process spread is good.

Process shall be centered.

Process spread is good.
Capability can be
improved by centering.

Process spread is good.
Capability is good.

NOTE For more details, see Annex A.
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2.9 Mise en ceuvre de la maitrise statistique des processus

La preuve démontrée de la maitrise statistique des processus peut étre utilisée pour montrer
la conformité d'un produit a la place d'un contrdle lot par lot et d'essais périodiques si les
conditions suivantes sont remplies:

« Lorsque les techniques statistiques sont appliquées au produit dans le processus et/ou
aux caractéristiques du processus pour assurer la qualité finale, la relation entre
exigences de produit final (spécification d'ingénierie) et caractéristiques dans le
processus doit étre clairement définie et documentée.

« |l a été montré que le processus de fabrication était manifestement capable de fournir un
produit qui satisfait aux exigences de spécification (valeurs Cp, conformes ou supérieures
a 1,83). Il convient d'utiliser au moins 100 points de données avec le proge$sus en
contréle pour démontrer le savoir-faire.

« Le processus présente un degré raisonnable de contrdle statistique c'est a dire au moins
20 sous-groupes consécutifs sur le graphique de contrdle n'indiquent pas-de manpque de
contrdle. Chaque sous-groupe sera constitué de 3 a 5 observations.

* Une|action immédiate est entreprise pour rechercher et corriger(les causes spdcifiques
indiquées par le graphique de contrble et cette action est documentee.

3 Prdcédures d’assurance de la qualité

Pour l'dssentiel, le systeme CEIl d'assurance de la Qualité des composants électroniques
(IECQ-CECC) est fondé sur le concept suivant:

 Un ¢onnecteur doit étre homologué, pour démontrer qu'il a subi avec succés le$ essais
d'homologation et que son homologation est\approuvée.

e La qualité assurée des connecteurs est-évaluée selon la spécification applicable spir un lot
de cpntrble avant leur acceptation pourla livraison.

respectivement

e Le fabricant a obtenu I'agrément selon lequel il a les processus de fabrication adaptés aux
famijles de connecteurs ou_lé processus technologique complet couvrant le prpcessus
d'agrément des connecteurs a sa disposition.

Des infgrmations détaillées sont données dans les CEl QC 001002-2 et CElI QC 0010(2-3.

3.1 Définitions relatives a I'assurance de la qualité

3.11 Etape-initiale de fabrication

Il s'agif «dU” premier processus qui suit la fabrication de pieces finies et I'assefmblage
permanent dau Moins deux pleces.

3.1.2 Connecteurs associables

Il s'agit de connecteurs produits par le méme fabricant avec essentiellement la méme
conception, le méme matériau, les mémes processus et les mémes méthodes. lls sont tels
que le résultat d'un essai donné, réalisé sur un des connecteurs peut étre reconnu comme
valable pour les autres du groupe. lls sont identifiables séparément.

3.1.3 Niveau de performance

Englobe I'ensemble des contraintes climatiques et mécaniques sur la base desquelles un
connecteur est soumis aux essais, ainsi que des facteurs tels que la stabilité a long terme des
caractéristiques électriques. Il se fonde sur quatre facteur:
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2.9 Implementation of statistical process control

Demonstrated evidence of statistical process control may be used as compliance of product
conformance in lieu of lot-by-lot inspection and periodic testing if the following conditions are
met:

e When statistical techniques are applied to in-process product and/or process
characteristics to ensure final quality, the relationship between final product requirements
(engineering specification) and in process characteristics shall be clearly defined and
documented.

« The manufacturing process has been shown to be clearly capable of producing a product
that meets specification requirements (Cpy values meeting or exceeding 1,33). A minimum
of 100 data points with the process in control should be used to demonstrate capability.

« The|process exhibits a reasonable degree of statistical control i.e. at least 20~congecutive
subgroups on the control chart fail to indicate evidence of lack of control. Each shbgroup
congists of 3 to 5 observations.

« Immediate action is taken to investigate and correct special causes indicated| by the
confrol chart and this action is documented.

3 Quality assessment procedures

Essentiglly, the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ-CECC) is
based on the following concept:

« A cpnnector shall be qualified, to demonstrate that it has successfully pdssed a
qualjfication approval testing and its qualification+is approved.

e The| assessed quality of connectors is .€arried out in accordance with the felevant
spegification on an inspection lot before it\is released for delivery.

respectively

« The| manufacturer has obtained approval, that he has the relevant manufacturing
processes for connector families or the complete technological process covefing the
appitjoval process of the connectors at his disposal.

Details gre given in IEC QC;001002-2 and IEC QC 001002-3.

3.1 Quality assessment definitions
3.11 Primary stage of manufacture

Is the fifst-process subsequent to the manufacture of finished piece parts and the pefmanent
assemb|y\0ftwo or more piece parts

3.1.2 Structurally similar connectors

Connectors produced by the same manufacturer with essentially the same design, material,
processes and methods. They are such that the result of a given test, carried out on one of
the connectors can be recognized as being valid for the others of the group. They are
separately identifiable.

3.1.3 Performance level

Reflects a grouping of the environmental and mechanical stresses at which a connector is
tested, and also such features as long-term stability of electrical characteristic. It is based on
four factors:
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— la catégorie climatique;

— le programme d'essais;

— les sévérités des conditions d'essai (amplitude et combinaison de contraintes);

— les exigences de fin d'essai.

Il permet également d'indiquer les différences suivantes entre les niveaux:

— les caractéristiques supplémentaires a spécifier en plus des caractéristiques obligatoires;

— les tolérances différentes (plus sévéres) concernant les caractéristiques;

— des

Une m
perform

3.1.4

les ess
d'échan

Fait réf¥rence au degré d'assurance de la qualité du connecteur. Il indigtie la moyen

Les tailles d'échantillon utilisées pour les plans d'échantillonnage peuvent étre fixes

ce cas,

sont définis dans la spécification particuliere de qualité applicable sans qu'il soit tenu
de la taflle du lot controlé.

Les niv
AQL) ai
qualité

Il est pdssible en principe de combiner_tous les niveaux de performance et d'assuran

en prati

3.2 Homologation (QA)

La prodqédure QA est applicable a un type de connecteur unique ou a une gan
connectEurs dont seules quelques caractéristiques mineures difféerent (par €

connec

partielle

Il doit étre démontré que chaque type de produit satisfait au programme d'essais d'

gation t
vérifiée

sévérités différentes concernant les essais d'environnement.

pdification d'un ou de plusieurs de ces facteurs donne un niveau diffé
ance.

Niveau de contrdle

is lot par lot et les essais périodiques et il dépend aussi de la sévérité de
illonnage.

le nombre de spécimens a essayer et le nombre de ‘eomposants défectueux

baux de contrdle et les niveaux de qualitéracceptable (Acceptable Quality L
hsi que les quantités appropriées sont\prescrites dans la spécification particd
orrespondante si applicable et/ou dans“la CEl 60410.

jue seules quelques combinaisons sont appliquées.

urs avec élements de contacts séquentiels réguliers ou structure de
ment chargée).

rent de

he entre
s plans

bt, dans
Autorisé
compte

evels —
liere de

e, mais

hme de
xemple:
contact

homolo-

apfes la fabrication.

el gu'ib est défini dans la spécification particuliére de produit applicable. La qurlité est

Pour les informations détaillées, se reporter a I'article B.2.

3.3 Agrément de savoir-faire (CA)

La procédure CA est applicable a une famille de connecteurs (par exemple: familles de
connecteurs a une, deux ou plus de deux rangées d'éléments de contact, a nombres de
contacts différents, de caractéristiques assignées différentes mais dont les caractéristiques
de structure sont identiques).

Il doit étre démontré que le fabricant posséde la structure, I'organisation et le savoir-faire pour
le processus de fabrication et les méthodes de contr6le couvrant la technologie de
connecteur demandée pour satisfaire aux prescriptions de la spécification particuliére de
produit applicable.
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— climatic category;

— the test schedule;

— the severities of the test conditions (magnitude and combination of stresses);

— the end-of-test requirements.

It also permits the following differences between levels to be stated:

diffe
diffe

A variat

3.1.4

Relates
betweel
samplin

The san
specimg
quality ¢

Inspecti
are pres

In pring
practice]

3.2 Q

The QA
in minof
or partid

It shall
defined

For deta

3.3 C

further characteristics to be specified in addition to those that are mandatory;

rent (closer) tolerances on characteristics;

rent severities for environmental testing.

on in one or more of these factors will result in a different performance level:

Assessment level

to the degree of assurance of the quality of the connector. It indicates the
the lot-by-lot tests, and the periodic tests and also depends upon’ the severi
O plans.

ns to be tested, and the number of defects permitted, are defined in the

iple, any combination of performanee*and assessment level is possible
, only few combinations are applied.

ualification Approval (QA)
procedure is applicable tora single connector type or a connector range diffen

Ily loaded contact pattern).

be demonstrated-that each product type meets the qualification tests sche
in the relevant product detail specification. Quality is checked after manufactu

ils, see(Clause B.2.

apability Approval (CA)

balance
y of the

hple size used for the sampling plans may be fixed andy/in that case, the number of

relevant

etail specification and do not take into account thessize of the lot being inspected.

on levels and Acceptable Quality Levels (AQL) as well as the appropriate qlantities
cribed in the relevant quality detail specification if applicable and/or in IEC 60410.

but in

ing only

features (for example:(connectors with regular first-make-last-break contact elements

dule as
ing.

The CA procedure is applicable to a family of connectors (for example: connector families of
one, two or more rows of contact elements, of different contact numbers, of different current
rating, but structurally identical features).

It shall be demonstrated that the manufacturer has the structure, organization and capability
of manufacturing process and control methods covering the requested connector technology
to fulfil the requirements of the relevant detail product specification.
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La qualité est vérifiée en utilisant comme véhicules d'essai des connecteurs pour agrément
de savoir-faire. Il intégrera également les principes et les techniques des méthodes de
contrdle en processus et la stratégie d'amélioration continue de la qualité.

Pour les informations détaillées, se reporter a I'article B.3.

3.4 Agrément de technologie (TA)

La procédure TA est applicable a I'ensemble du programme de connecteurs d'un fabricant et
englobe le processus technologique complet (Par exemple: conception, réalisation de
processus, fabrication de produits, essais et expédition) couvrant les aspects de I'agrément
communs a tous les connecteurs.

Il doit é{re démontré que chaque type de produit satisfait aux exigences de performange telles
qu'elles| sont définies dans la spécification particuliere de produit applicable..'Lle TA [garantit
que leg produits proviennent du méme processus technologique couvrant les [aspects
d'agrément. La qualité est accordée par des processus capables sous contréle permanent et
avec dejs améliorations pour assurer que le produit satisfait aux exigences’de performance de
la spécification particuliere.

Cette mléthode a évolué pour satisfaire aux besoins des utilisatedrs et des fabricants,|elle est
fondée pur les principes de la gestion intégrale de la qualité.(Total Quality Management —
TQM).

Pour leg informations détaillées, se reporter a I'article.B 4.

4 Essais et programmes d'essais

4.1 Généralités

Tous le$ essais doivent étre effectués:-conformément a la CElI 60512, a chaque fois que cela
est applicable.

La spédification intermédiaire de produit doit prescrire un ordre pour les essais et le[nombre
de spétimens pour chague séquence d'essais (au minimum quatre). La spédification
particuliere de produit dait/prescrire une sélection d'essais pour cette séquence, impligquant le
nombre|de spécimens applicable indiqué dans la spécification intermédiaire.

Il est altorisé de soumettre des variantes individuelles a des essais de type pour obtenir leur
agrément.

Il est admiSsible de limi nombre de variante ou AU X ais a une gélection
représentative de la gamme compléte pour laquelle on demande I'homologation, (et qui peut
étre plus restreinte que la gamme couverte par la spécification particuliére) mais chaque

particularité et chaque caractéristique doit étre établie.

Les connecteurs doivent avoir été traités soigneusement et de maniere professionnelle,
conformément aux pratiques correctes en vigueur.

4.1.1 Procédures d’essai et méthodes de mesure

Les méthodes d’essai spécifiées et indiquées dans les normes applicables (par exemple la
CEI 60512) sont des méthodes préférentielles mais ne sont pas nécessairement les seules
utilisables. Toutefois, en cas de litige, la méthode stipulée dans la spécification particuliére de
produit doit étre utilisée comme méthode d'arbitrage. Sauf spécification contraire, tous les
essais doivent étre exécutés dans les conditions atmosphériques normales d'essai spécifiées
dans la CEIl 60068-1.
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Quality is checked by using capability-qualifying connectors as test vehicles. It will also
incorporate the principles and techniques of in-process control methods and the continuous
quality improvement strategy.

For details see Clause B.3.

3.4 Technology Approval (TA)

The TA procedure is applicable to the entire connector program of a manufacturer and
encompasses the complete technological process (for example: design, process realization,
product manufacturing, testing and shipment) covering the approval aspects common to all
connectors.

It shall |[be demonstrated, that each product type meets the performance requirements as
defined|in the relevant detail product specification. The TA guarantees that products| coming
from the same technological process covering the approval aspects. The quality is grgnted by
capable| processes under permanent control and improvements to ensure that the |product
meets tihe performance requirements of the detail product specification.

This mgthod has evolved to meet the needs of users and manufacturers, it is based on the
principlgs of the Total Quality Management (TQM).

For detqils, see Clause B.4.

4 Tegt and test schedules

4.1 (Qeneral aspects

All testd shall be carried out in accordancelawith IEC 60512 where applicable.

The sedtional product specification_shall state a test sequence and the number of spgcimens

for each test sequence (not less(Cthan four). The detail product specification shall|state a
selectiop of tests for that sequénce, involving the applicable number of specimens as [given in
the secfional specification.

Individugpl variants maybe’submitted to type tests for approval of those particular varignts.

It is pefmissible €a-limit the number of variants tested to a selection representativg of the
whole range foriwhich approval is required (which may be less than the range coverefl by the
Detail PfroductSpecification) but each feature and characteristic shall be proved.

current good practice.

4.1.1 Test procedures and measuring methods

The test methods specified and given in the relevant specifications (for example IEC 60512)
are the preferred methods, but not necessarily the only ones which can be used. In case of
dispute, however, the specified method in the Detail Product Specification shall be used as
the referee method. Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under
specification atmospheric conditions for testing, as specified in IEC 60068-1.
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4.1.2 Préconditionnement

Avant de réaliser les essais, les connecteurs doivent étre préconditionnés dans les conditions
atmosphériques normales pour les essais telles qu’elles sont spécifiées dans la CEIl 60068-1
pendant une période de 24 h, sauf indication contraire dans la spécification particuliére de
produit.

4.1.3 Cablage et montage des spécimens
4.1.3.1 Cablage

Quand il est nécessaire de procéder au cablage des spécimens d'essai, la spécification
particuligre—de—produit—doitcomporter—tes—informations—adaptées—pour—étre—conformes aux
méthod¢s d'essai choisies.

4.1.3.2 Montage

Lorsqug, dans un essai, le montage est nécessaire, les connecteurs doivent étre mgntés de
maniérg rigide sur une plaque métallique, une carte imprimée ou) sur des accéssoires
spécifiép, suivant le cas, en utilisant les méthodes normales de mantage, les dispogitifs de
fixation |et les découpes de panneaux prévus dans la spécification {particuliere de produit.

4.2 Plrogramme d’essais

Le cas ¢chéant, la spécification particuliere de qualité doit)contenir les éléments suivapts:

a) Essais d'homologation:

Un tableau, couvrant le programme d'essais(prescrit, le nombre minimal de spécjmens a
soumettre aux essais et également le nombre maximal de piéces non conformes putorisé
doit etre choisi pour assurer que le niveawd'assurance prescrit est obtenu.

b) Contrdle de conformité de la qualité <\essais lot par lot:

Un fableau, couvrant les essais 1ot par lot qui doivent étre effectués sur chaqug lot de
contrdle. Les niveaux d'assurance montrés sont des niveaux minimaux; des niveaux plus
sévdres peuvent étre spécifies dans une spécification particuliére de qualité.

c) Coniréle de conformité de'la qualité — essais périodiques:

Un |tableau, couvrant“~les essais périodiques, qui doivent étre effectués gur des
échantillons prélevésydans des lots, qui ont déja satisfait aux essais lot par lot.

Les |séquences."d'essai et les essais périodiques choisis sont données a titre indicatif et
peuyent étre~Changées selon le niveau d'assurance prescrit dans les spécifications
particulieres de qualité.
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Preconditioning

Before the tests are made, the connectors shall be preconditioned under specification
atmospheric conditions for testing, as specified in IEC 60068-1 for a period of 24 h unless
otherwise specified by the detail product specification.

413
4.1.31

Wiring and mounting of specimens

Wiring

Where wiring of test specimens is required, the detail product specification shall contain
information suitable to comply with the selected methods of test.

4.1.3.2

When n
a printg

mounting method, fixing devices, and panel cut-out as laid down inthe detail
specification.

4.2 Tlest schedules

The detgil quality specification shall contain the following elements, if appropriate:

a) Qua

At
test
chos

b) Qua

A t4
asse
qual

c) Qua
A ta
whig

Test
accd

Mounting

d board or to specified accessories, whichever is applicable,qusing the

ification approval tests:

ble, covering the test schedule required, the_minimum number of specimer
d and also the maximum number of non-conformance pieces permitted
en to ensure that the assessment level required is achieved.

ity conformance inspection — lot-by-lot tests:

ble, covering the lot-by-lot tests{to be carried out on each inspection
ssment levels shown are the minimum level; more severe levels may be speci
ty detail specification.

ity conformance inspection.~ periodic tests:

ble, covering the periodie’ tests, which shall be carried out on samples taken fr
h have already satisfied the lot-by-lot tests.

sequences and_lperiodic tests chosen are for guidance and may be
rding to the assessment level required in the quality detail specifications.

ounting is required in a test, the connectors shall be rigidly mounted on @ metpl plate,

normal
product

s to be
thall be

ot. The
fied in a

om lots,

hanged



https://iecnorm.com/api/?name=f7fde0f933bb428600113d55644c91c2

-40 - 62197-1 O CEI:2006

Annexe A
(informative)

Informations complémentaires et schémas pratiques
concernant les indices des mesures1

LSL USL

|

Cp | Cru| CpL | CpPk

J 13 2 [25]15]|15

10 1" 12 15 16 17 18

|
N

ASL USL

Jp | Cru| CpL | CpPk

14 2 1201|2020

>

10 1" 12 13 15 16 17 18

|

ASL USL

Cp | Cru| CpL | CpPk

15 2 1151|2515

<

10 1" 12 13 14 X 16 17 18

ASL USL

Cp | Cpu| CprL | CPk

16| 2 [10] 30|10

>f

1LY +4 12 13 1% 15 X 7 18

LSL USL

Cp | Cpu| CprL | CPk

17 2 1105|3505

-

10 11 12 13 14 16 17

|
&

IEC 484/06

1 Reférence Giinter Kirschling — Qualitdtssicherung und Toleranzen.
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Annex A
(informative)

Further information and practical figures

concerning process measures indices1

LSL USL
N
/\ e Co | Cpy ! Cpp | Cpx
13 2 25 | 1,5 | \5
10 1" 12 X 14 15 16 17 18
LSL USL
XM Cp | Cpu| CpL | Crk
14 | 2 [ 2020|220
10 1" 12 13 X 15 16 17 18
LSL USL
N
X | Cp | Cpu| CpL | Crk
15 2 1512515
10 1" 12 13 14 X 16 17 18
LSL USL
N
X | Cp | Cpu| CpL | Crk
16 2 1,0 | 3,0 | 1,0
10 11 12 13 14 15 X 17 18
LSL USL
N
X | Cp | Cpu| CpL | Crk
17 2 05|35 |05
0 11 12 13 14 16 17 x 18 G 48406

1 Reference: Giinter Kirschling — Qualitétssicherung und Toleranzen.
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Le calcul des indices des mesures de processus est fondé sur les équations données en 2.6.

Valeurs de 6 sigma (6s) = 4 et la tolérance d'ingénierie E = USL — LSL = 18 — 10 = 8, prises
des exemples de la Figure A.1.

Il convient que I'évaluation de processus inclue tous les indices Cp, Cpk ainsi que Cp et Cp,.

La prise en compte exclusive de Cpy décrit certainement la qualité du processus, le centrage
et la répartition des caractéristiques mais ne donne pas la gamme de tolérances entre les
limites de spécification inférieure et supérieure (USL, LSL).

Le processus correspond generalement aux classifications suivantes:

* indige inférieur de savoir-faire (Cpk < 1; savoir-faire de processus insuffisant;
* indi¢e de savoir-faire intermédiaire (1 < Cpi < 1,33): savoir-faire de processus critigue;
* indi¢e de savoir-faire élevé (Cpi > 1,33): bon savoir-faire de processus,
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Calculation of process measures indices is based on equations in 2.6.

Values of 6 sigma (6s) = 4 and engineering tolerance £ = USL — LSL = 18 — 10 = 8, taken from
examples in Figure A.1.

Assessment of the process should include all of the indices Cp, Cpi as well as Cp; and Cp,.

Certainly the exclusive consideration of Cpyx describes process quality, mean value of
Gaussian statistical distribution and spread, but does not provide the tolerance range between
the upper and lower specification limits (USL, LSL).

The profess usually fits into the following classifications:
* lowgr capability index (Cpk < 1) is insufficient process capability;
+ intefmediate capability index (1 < Cpyk < 1,33): critical process capability;

» high capability index (Cpk > 1,33): good process capability.



https://iecnorm.com/api/?name=f7fde0f933bb428600113d55644c91c2

— 44 — 62197-1 O CEI:2006

Annexe B
(normative)

Procédures d’assurance de la qualité

B.1 Généralités

Les fabricants et les fournisseurs de composants électroniques s'adressent a un marché
global. lls doivent prouver leur capamte a satlsfalre aux eX|gences internationales a la fois en
i 3 = ne telle

Le systeme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniquess (IECQ-CECC)
constitue un outil pour se procurer des composants électroniques avec, un bon|rapport
qualité/prix et un gage de qualité pour I'utilisateur. Les utilisatedrs® de comlposants
électroniques ont besoin d'un outil pour sélectionner des produitsy qui satisfont |a leurs
exigences et a leurs spécifications et ils désirent que la conformité aux spécifications
applicables des produits qui leur sont livrés soit vérifiée.

Le sysféme établit un niveau défini et respecté de confiance dans les procegsus de
fabrication, les services connexes et les produits finaux et/épargne a I'utilisateur les charges
d'évalugtion, de classement des vendeurs et d'audit.

Le systeme emploie des organismes de surveillance (Supervising Inspectorate —|Sl) qui
s'assurgnt que les composants qui ont été certifiés selon une norme CEIl ou une autrg¢ norme
acceptaple, continuent d'étre conformes a la nerme correspondante.

La présente Annexe établit des exigenées uniformes pour servir de base aux profcédures
d'assurance de la qualité des connecteurs. Elle contient des méthodes d'agrément| qui ont
évolué |pour satisfaire aux besoins “des fabricants et elle intégre les principes| et les
techniqlies les plus récents de geStion de la qualité. Elle assure une amélioration continue et
une souplesse des procéduresipour l'utilisation des méthodes et des outils statistiqugs. Dans
le cadrg du systeme IECQ-CECC, différentes techniques sont disponibles, entrd autres
I'homolqgation, I'agrémepi’de savoir-faire et I'agrément de technologie.

Les artigcles B.2, B.3"et B.4 sont applicables a tous les types de connecteurs par exemple les
connecéleurs circUlaires, les connecteurs rectangulaires, les connecteurs pour| cartes
imprimées et le§ autres dispositifs de connexion.

B.2 Homologation

B.2.1 Généralités

Ce type d'agrément est applicable a un type de connecteur unique ou a une gamme de
connecteurs dont seules quelques caractéristiques mineures different (par exemple:
connecteurs avec éléments de contacts séquentiels réguliers ou structure de contact
partiellement chargée) pour lesquels il existe des spécifications particuliéres de produit.

L'homologation (QA) est accordée a un fabricant lorsqu'il a été établi que le connecteur
satisfait aux exigences de la spécification.

La condition préalable a I'obtention de ce type d'agrément est qu'un fabricant doit avoir ou
obtenir un agrément de fabricant selon les termes de 2.3 de la CEI QC 001002-3; pour avoir
des informations complémentaires, se reporter a l'article 3 de la présente spécification.
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Annex B
(normative)

Quality assessment procedures

B.1 General

Manufacturers and suppliers of electronic components are addressing a global market. They

have tq
manufa
in the m

The IEC
cost-eff

user. Users of electronic components need a tool to select products that me
requirements and specifications and they want a verification that the products deli
them conform to the relevant specifications.

The sy

processks, allied services and final products and economizes the effort spent by the U
assessments, vendor ratings and audits.

The sydtem employs Supervising Inspectorates (Sls) who see that components, whi
been cqrtified to an IEC standard, or other accgptable standard, continue to comply

standar

This Arrex establishes uniform requirements to support quality assessment proced

connec
manufa

management. It provides continuous improvement and procedural flexibility for the

statistic

qualification approval, capability approval and technology approval.

Clauseq B.2, B.3 and\B.4 are applicable for all types of connectors, for example

rectang

B.2 Qualification approval

B.2.1

cturing processes and component specifications. Such evidence gives an add
arket place.

Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ-CGECC) is a
pctive procurement of electronic components, with confidence,inythe quality]

stem  establishes a defined and respected level 6f confidence in manufi

.

rs. It contains methods ofxapproval, which have evolved to meet the n
cturers and incorporates ‘the most recent principles and techniques in

bl methods and tools. Under IECQ-CECC, various techniques are available, i

ilar, printed.board connectors and other connecting devices.

ard to

tool for
for the
et their
ered to

pcturing
sers on

ch have
vith that

res for
eds of
quality
use of
hcluding

circular,

__General

This type of approval is applicable to a single connector type or a connector range differing
only in slight features (for example connectors with regular first-make-last-break contact
elements or partially loaded contact pattern), for which product detail specifications exist.

Qualification Approval (QA) is granted to a manufacturer when it has been established that
the connector meets the requirements of the specification.

A prerequisite for obtaining this type of approval is that a manufacturer shall have, or obtain
manufacturer’s approval according to 2.3 of IEC QC 001002-3; for further details, see Clause
3 of this part of IEC 62197.
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B.2.2 Définitions

Pour les informations complémentaires, se reporter a 3.1 de la présente partie de la
CEIl 62197 et au 5.1 de la CElI QC 001002-3.

B.2.3 Documents connexes
La présente Annexe B est considérée comme appartenant a un systéme de documents

élaboré pour proposer des exigences de produit et d'assurance de la qualité pour les
connecteurs comme indiqué dans la CElI 61076-1 et dans la présente norme, CEl 62197-1.

B.2.4 Procédures d’assurance de la qualité

Pour leg informations complémentaires, se reporter a I'Article 3.

B.2.5 Agrément d'organisme

Niveau |d'agrément pour les fabricants, les distributeurs ou les sousstraitants qui désirent
devenir|fabricant agréé dans le cadre du systéme IECQ-CECC pour réchercher I'agrément de
connecteurs ou de piéces de connecteurs qui sont produits au“sein de leur sfructure,
respectivement stockés, distribués et fournis; pour les informations complémentajres, se
reporterfau 2.3 de la CEI QC 001002-3.

B.2.6 Homologation
B.2.6.1 Généralités
Ce typg d'agrément est applicable a un type unique de connecteur ou a une gamme de
connecteurs dont seules quelques caractéristiques mineures différent, pour lesquels [il existe
des spécifications particuliéres et dont la conformité avec les exigences de ces spécilications
a été démontrée. L'extension a des conngcteurs associables est appropriée. Le fabrigant doit

montrer| qu'il satisfait aux exigences de la spécification générique de produit CEI 61076-1 et
de la prgsente partie de la CElI 62197«

B.2.6.2 Procédure pour I'homologation

Pour leg informations complémentaires, se reporter a 3.1 de la CEI QC 001002-3.

B.2.6.3 Livraison autorisée

Pour leg informations complémentaires, se reporter a 4.3 de la CEI QC 001002-3.

B.2.6.4 Controle de conformité de la qualité

B.2.6.4.1 Generalites

La qualité conforme d'un connecteur est établie a l'issue d'essais démontrant que les lots
soumis au contréle satisfont aux exigences décrites dans la spécification particuliére de
produit applicable et dans les spécifications particuliéres de qualité.

La spécification particuliére de produit prescrit les essais a réaliser.

La spécification particuliéere de qualité traite de la formation et des plans d'échantillonnage
pour le contrdle périodique lot par lot et spécifie des chiffres de contrdle et de niveau de
qualité.
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Definitions

For further details, see 3.1 of this specification and 5.1 of IEC QC 001002-3.

B.2.3

Related documents

This Annex B is considered to belong to a documentation system drafted to comprise
connector product and quality assessment requirements as presented in IEC 61076-1 and this

IEC 621

B.2.4

97-1.

Quality assessment procedures

For furtfier details see Clause 3.

B.2.5

Level o
approve
and the
and sup

B.2.6
B.2.6.1
This typ

only in
they m

connectors is appropriate. The manufacturer shall demonstrate that he fulfils the requi

of IEC ¢

B.2.6.2

For further details, see 3.1 of IEC_ Q€ 001002-3.

B.2.6.3

For further details, see-4.3'of IEC QC 001002-3.

B.2.6.4
B.2.6.4,

Organization approval
f approval for manufacturers, distributors or subcontractors wishing to bed]
d manufacturer under the IECQ-CECC system in order to seek approval of cof

r parts which are produced in his organisation, respectively.are stocked, dig
plied by him; for further details see 2.3 of IEC QC 001002-3.

Qualification approval
General
e of approval is applicable to a single connector type or a connector range
5light features, for which detail specificationsyexist and it has been demonstrg
pet the requirements of these specifications. Extension on structurally

1076-1 and of this part of IEC 62197

Procedure for qualification approval

Release for delivery

ome an
nectors
tributed

differing
ted that

similar
Ffements

Quality

Quality conformance inspection
1 General
conformance of a connector is established after carrying out the tests demon

strating

that the

mspection totstave metthe Tequitements described i the Tefevant detait

specification and detail quality specifications.

The detail product specification prescribes those tests, which have to be performed.

product

The detail quality specification deals with formation and sampling plans for the lot-by-lot

periodic

inspection and specifies figures of inspection and quality level.
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